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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 4-10: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité au champ magnétique oscillatoire amorti

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de\ normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités n La CEIl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions, de nom aI dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, | s” Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux g té national

intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationale
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux _travaux.
avec |'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions
deux organlsatlons

comme normes, spécifications techniques
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification interna
facon transparente, dans toute la mesure

6) L’attention est attjrée s
I'objet de droit
responsable de ne pds

La Norme internati
haute fréquenge

> de la norme CEI 61000. Elle a le statut de publication
fondaméntale~en Ct ccord avec le Guide 107 de la CEI.

La présente version consolidée de la CElI 61000-4-10 comprend la premiére édition (1993)
[documents 77B(B€)9 et 77B(BC)15] et son amendement 1 (2000) [documents
77B/291+293/FDIS et 77B/298+300/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition de
base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été modifiée par
'amendement 1.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

Les annexes C, D et E sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-10: Testing and measurement techniques —
Damped oscillatory magnetic field immunity test

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization fér standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The ob is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e
this end and in addition to other activities, the IEC publishes Internatiofia ards. aratlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee inte i ect aIt with may

participate in this preparatory work. International, governmental and org
with the IEC also participate in this preparation. The es ¢ ith the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditi i agreement between the
two organizations.

nizations liaising

4) In order to promote international unificatin IE Nationa Com |ttees undertake to apply IEC International

6) Attention is dra h
of patent rights.

International Sta
frequency pheno

77B(C0O)9 and 77B
77B/298+300/RVD].

0)15] and its amendment 1 (2000) [documents 77B/291+293/FDIS and

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and has
been prepared for user convenience.

It bears the edition number 1.1.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by
amendment 1.

Annexes A and B form an integral part of this standard.

Annexes C, D and E are for information only.
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Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera
pas modifié avant 2002. A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.

@6@
S
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The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will
remain unchanged until 2002. At this date, the publication will be

reconfirmed;

withdrawn;
replaced by a revised edition, or
amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 61000 de la CEI, selon la répartition
suivante:
Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement
Description de I'environnement
Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne reléy

Partie 4: Techniques d'essai et de mesure
Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie 5: Guide d'installation et d'atténu
Guide d'installation
Méthodes et dispositi

Partie 9: Divers

Chaque partie
internationales soitc

amorti».
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INTRODUCTION

This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits
Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall unde of the product

committees)

Part 4: Testing and measurement techniques
Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guidetine
Installation guidelines

Part 9: Miscellaneous

Each part is furt
standards or as teehni

hich are to be published either as international

be published in chronological order and numbered
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-10: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité au champ magnétique oscillatoire amorti

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale traite des exigences en matiére d'immunité des matériels,
uniquement dans les conditions d'utilisation, contre les perturbations magnétiques oscilla-
toires amorties principalement dans les postes moyenne et haute tension.

dans l'article 3.

La présente norme ne traite pas des perturbations engendrée ge“capacitif ou
inductif sur les cables ou autres parties de l'installation.

D'autres normes CEl traitant des perturbations conduite

La présente norme a pour objet d'établir une base | reproductible pour évaluer la
performance des matériels électriques et électrg S
lorsqu'ils sont soumis a des champs magnétiques

— les niveaux recommandés d'essai;
— le matériel d'essai;

— l'installation d'essai;
— la procédure d'essz

tiennent des dispositions qui, par suite de la référence
sitions valables pour la présente section de la CEIl 61000-4.
éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif

registre des Normes Internationales en vigueur.

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Premiére partie: Généralités et guide
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 4-10: Testing and measurement techniques —
Damped oscillatory magnetic field immunity test

1 Scope

This international standard relates to the immunity requirements of equipment, only under
operational conditions, to damped oscillatory magnetic disturbances related to medium
voltage and high voltage sub-stations.

The applicability of this standard to equipment installed in different loca
the presence of the phenomenon, as specified in clause 3.

etermined by

This standard does not consider disturbances due to capacitive
or other parts of the field installation.

ingin cables

Other IEC standards dealing with conducted disturbang

basis for evaluating the

The object of this standard is to establish a com
; ge and high voltage sub-

performance of electrical and electronieequipm
stations when subjected to damped 0§

The standard has the object to define:

— recommended test lev
— test equipment;

— test set-up;

— test proced u@

normative documents are subject to revision, and parties to
section of IEC 61000-4 are encouraged to investigate the
possibility o most recent editions of the normative documents indicated below.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance
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